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Die Erfindung batrifft eliv aufrechtea MJJcroskop «it elner 
Gnindplatto, ©JLnem von der Srundplatta wegBtenenden 
vertikalteil und fllnem von Vertikaltail oberaaitig wegBtehanden 
Querhaupt, da» zur Gmndplatta mindaoteuB annahernd parallel 
auagerichtet und mlt ainem eine optiacbo Achsa def inierenden 
Mikronkopobjektlv verBehen lat und vorderaeitig einen 
Einblicktubua aufweiat, wobai fllch das vertikalteil vom 
Einblicktubua aua geaenan hintar der duxch daa 
Mlkropkopobjektiv bestimmten optiBChen Achsa befindet. 

Aufrachte Hikroekopa weisen in allgeaeinen ein C-fenaigeB 
Stativ auf , das sum Banutzer dee Mikroekopa bin gedffnet 1st. 
Das Stativ beeteht aus eine* Grcndplatta, ein<*m Vertikalteil 
und einem Querhaupt mit ainem Objektiv und einem h'inblicktubus . 
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Grundplatte, vertikalteil und Querhaupt Jcfirmen 
zuaammengBSchraubt oder aus einem Stiick hergestsllt sein. Bin 
solchea Stativ bietet einen bequamen Zugang zu einem 
Ol-rjekttisch, der vom Vertikalteil wegsteht, sowie einen guten 
2ugan? zra Ob jektXv und ande^A f \- " die B<»dienung des 
Mikroskops wicutigan Elementen, wobei diaser Zugang von vorne 
rowie von den beiden Seiten des Hikrbskops moglich ist* 

Bei sehr kleinen Kikroskopen gibt ee auch eine AUHbildung, bei 
der das Stativ a,uf der dem EinblicktubuB abgewandtell seite 
J offen i&t. Ocrt sind auch der Objekttisch und das Objektiy vom 

Banutzer des Mikroskope abgewandt. 

Ganz allgemein besteht bei Mikrookopen oin Stabilitatsproblem r 
daa dadurch entsteht, dass jade relative fleltliehe Verschiebung 
zwischen dem Objektiv and dem Objekt nach dsn optischen 
Geaetzen linear rait der ttikroekop-vergrosserung, jade 
Aba t and sanderung zwiachen Objektiv und Objekt sogar mit dem 
Quadrat der VergrOaeerung in den Einbllcktubus tibwrtragen wird. 

iLLkroskope aind also eehr ersehtltterungBempf indlich ► Je nach 
der Wichtigkeit dee mikroakopiachen Verfahrena mit bapw. 
visuellem Einblick Oder Potograf ie mit einer Kajnexa oder aogar 
; dem Erfordernie, MeBBungan durchzufUhren, muse das dtativ, d,h. 

die Grundplatte, daa Vertikalteil und das Querhaupt mit 
paa&endem Quarachnitt dimenBioniert bzv. auf einen 
schvingungagadajiipf ten Unterbau geetellt warden. 

Bei immer grdseeren zu prufenieu, zu fotograf ierenden oder zu 
meesenden mikroakoplachen Objekten, bei donen ee sich z«B. um 
Wafer der Halbleiterinduatrie mit Durehmeaaern von bapw. 100, 
150 oder 200 mm, um FlttBBigkrifltallplatten mit einer Groe6G vor 
z.B. 400 x 400 mm o,dgl, handeln kdnn, vlrd es immer 
f;ffhwieriger, mit enteprechend groasdimensionierten 
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gnezscliiiitben der genannt"."n rrcile des Stativs Oder durch 
ge»ignete SchwingungmUinipfuiiy das Stahilitatsprobleiu zu. Itfsen, 
wcil durch die filr solche gros^* Obje>kte erf orderlichen grossen 
Objekttiache der Abetand awiachen Objektiv/Ob jekt, d.h. 
optischer Achae und Vertikalteil zu groBs wird. 

Deahalb wurden bereits Lttaungen vorgeachlagen, bei denen das 
Qusrhaupt " einsr sur Grundplatte und z\m Qu«rhaupt mindestens 
ann£hernd eenkrechten BrUck© aufgehangt 1st, wobei je ein 
eaulenftJriniged vertiXalteil links und rechta vom objekvtiach 
und Objektiv -vom Einblicktubue aue geaehen- die verbindung zur 
Grundplatte des ttikroskopstativs herstellen. Bet dieoein 
Mikroakop 1st also das Stativ aus Grundplatte , vertikalteil und 
Querhaupt in einer Rlchtung und die BrUcke zur Aufhangung doa 
Querhauptes in einer dazu eenkrechten Rlchtung auagerichtet , so 
dags ein derartigea Mikroskop einen erheblichen Platzbedarf 
beaitzt . 

Bei einem anderen bekannten Mikroskop der gattungsgem&Bsen Art 
1st das Querhaupt duxch vier als Saulen ausgebildete 
Vertikaltaile abgestiitzt. die links und rechts -vom 
Einblicktubus aus gesehen- vome und hinten mit der Gnmdplatte 
verbunden sind. 

Den zuletzt genannten bekannten Mikroskop en 1st gemeinaam, das a 
sie den Manipulationsraum swischen dem Ob j ektti a ch/ Objektiv 
einers-^its und dem Einblicktubua bzw. Hikroakop-Benutzer 
andererseita frei von Sauien bzw, Vertikalteil en halten. Urn die 
manipulierenden Hands des Mikroskop-Benutzers wirklich nicht zu 
scoren, ist es jedoch notwendig, dass ein sxtrem braiter 
Manipulationsrauro freibleibt; die a aulenformi gen Vertikal telle 
links und rechts aide seitlich weit aussen angeordnet Bind. 
Dieae Mikroskope sind deshalb -vie bereits erw&hnt vorden ist- 
sehr brext* Ausserdem sind sie in der Heratallung aufwendig. 
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Desweiteren ist insbea. das mit einer Briicke zux Aufhangung des 
Querhauptes riusgebildete oben beschriebene MAkroakup bei 
grosser LMnga deB Querhaupts anfallig gegen 
Torsionsachvingungen der Briicka. 

Deshalb llegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein 
^ufrechtes Mikroakop der eingange genannten Art zu achaffsn, 
das die oben erwahnten Mangel nicht aufweist, d.h. das ainen 
gut zuganglichen Manipulationaraum aufweist und das bei einer 
guton Stability insbea. auch iiir relativ gxosae Objekte 
ausgazeichnet geeignet ist. 

Diese Aufgabe vird erf indungsgemaaa dadurch gelds t, daaa 
zuaatzlich zum Vertikalteil auf der Einblickseite der durch das 
Objektiv beatimmten optischen Achse eir. weiterea Vertikalteil 
a Is Abattitzung zwischen der Grundplatte und dent Quarhaupt in 
Oder nahe der Symmetrieebene des Mikroskops angeordnet ist, die 
durch did optiache Achae und den Einblicktubus definiert iat, 
und das a dieses welter e Vertikalteil mit dam era ten 
vertikalteil und dem Querhaupt sine Brttcke bildet. 


Dabei hat ea sich ala zweekmaasig erwieaen, das a mindestena 
eines der beiden Vertikalteile ala tragendes Vertikalteil mit 
relativ groasem Querschnitt ausgabildet 1st. Das zweite 
Vertikalteil kann einen im Vergleich zujn tragenden Vertikalteil 
kleinen Querschnitt besitzen und als vertikale Abstiit2ung 
ausgebildet eein. 

Das ersta und das zweite Vertikalteil weisen vorzugsweise 
mindestena annihemd gleiche Querabmessungen au£. Dabei ist es 
mSglich, dass die Grundplatte und das Querhaupt jeveils eine 
mindestens annahexiid rechteckige GrundflSche aufweisen, Es ist 
jedoch auch moglxch, dass die Grundplatte und das Querhaupt 
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jeweils eine mindesten6 annahornd schiefwinkelxg 
paraiielogrammf orralge Grundflache besitzen. 

ErfindimgagemaBB wird daa Stabilitataproblem alao dadurch 
geliJBt, dasB zuaatzllch zum Vertikalteil einea Hi: lichen 
normaien aufrechten Mikroakope, welches filch vom Einbllcktubus 
aus geaehen hinter dor durch dad Mikroakopob jektiv beBtiramten 
optischen AchsB befindet, vor, d.h. auf der Einblickeeite, 
dieser optiechen Achee ein weiteres Vertikalteil in oder nahe 
der Symmetrieebene dee Mikroakope angeordnet iat, die durch die 
optische Acha« und den Einbiicktubus dafiniert let. Daa 
zusatzlicho vertikalteil bildet zuaammen mit dem orsten 
Vertikalteil und dem Querhaupt eine Brticke. 

ji 
!■ 

Im Sinne der Definition der . Symmetrieebene durch das Objektiv 
und den Einbiicktubus ist auch eine Bchxttge Anordnung dus 
MikroskopB, d.h. eine Auabildung des Mikroakopa mit einer 
achxefwinkelig parallelogrammformigen Grundf Itiche seiner 
Grundplatte und seines Querhauptea mSglich, wobel dieae schrBge 

{ Auabildung dea Mikroekopa vorteile bezuglich der Zuganglichkeit 

I sum 01. jektiv bzw- Objektraum bieten kann. 

f 

I V* nicht nur die Abetandaatabilitat zwiachen dem Objektiv und 

dem Objekt zu gewMhrleisten sondern auch horizontal© 
I Relativbewegungen zwiachen dem Objektiv und dem Objekt zu 

b verhindern, muss mindeatens eines der beiden Vortikaltaile, 

f d.h. entweder das vordexe oder daa hintere Vertikalteii als 

stabile tragende Verbindungskonstuktion zwiachen der 
ji Grundplatte und dem Querhaupt ausgebildet stain. Vorzugsweise 

ist daa hei einem derartigen aufrechten Mikroekop ublicherweise 
i vorhandene erate Vertikalteii als stabile tragende Konstruktion 

ausgebildet. Das erfindungsgemass vorgeaehene zweite 
K: Vertikaltail kann dwngegenubar als einfache, jedoch mechanise* 

ft 

1 
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auereichend teste AbstUtzung von relaf-i.v kleinwm puersHmitt 
ausgebi Ida t sex n - 

Die ertlndungsgam^HHe Auabildung das Mikroakope bildafc den 
Vorteil, dasa man bei einem vorhandenen Mikroakop das zweite 
ZU3Mtzliche Vertikalteil einfach und daher koatengiinatig 
anbringen kann, Dea voltaren kann wegen dor hohen S tab! 11 tat der 
Briickenausbildung auf groese Querechnitta bei der Grundplatne, 
detu Vertikaltell und dem Querhaupt verzichtet warden, Als 
weiterer Vorteil ist emzuaehen, daes Manipulationen bapw, am 
Einblicktubus, d.h. z.B- eine Verstellung seines Abatandes 
und/oder seiner Noigung, erleichtert sind, well durch das 
vordere Vertikaltell ein unervrflnschtes Hinunterdruckan des 
Querhauptes verhindert wird. Auch Zusatzgewichte Uber dem 
Objektiv f wie sie z.B- durch eine Fotokamera gegeben sein 
ktfnnen, werden in vorteilhaf tar Weise wirksajn abgestiltzt. 

Bei einar genauen Analyse der Ergonomie stellt sich eogar 
heraus, dass es beim erf indungagemassen iiikroskop praktiacn 
keine Manipulation gibt, bei welcher die vordere Abttutzung 
durch das zusStzliche Vertikaltell In oder nahe der genannten 
Symmecrieebene dee Mikroskops tatsachlieh storen viirde. Bei 
gross en Objekten wie bspw. Wafam^ bei denen das 
Stabilitatsproblem akut wird, 1st im Gegenteil ein Wechsel von 
der Seite aogar vorzuziehen, veil der Benutzer, d.h. der 
Beobachter am Kikxoskop sitzen bleiben kann, und ausserdem das 
Objekt bei seitlichem Wechsel, der automatize:* oder majiuell 
erfolgen kann, vor verschmutzung durch den beobachter besser 
geachiitzt ist. 


Waiter© Einzelheiten , Herkmale und Vorteile ergeben sich aus 
dt-r nachfolgenden Beachreibung sines in der Zeichnung 
achematisch dargestellten Ausf Uhrxmgsbeispielea des 
erf indungsgem&ssen. aufrechten Mikroskops. Es zeigt = 
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Pig. 1 eine Saitenansicht des aufrechten Mikxoskops, 

Tig. 2 eine Ansicht des Hikxoskops gem. Pig. 1 in 

Blickrichtung von oben, und 

Pig. 3 sine der rig. 2 entsprechende Ansicht einer anderen 

Ausbildung des aufrechten Mikroakops. 

Pig. 1 zeigt ein aufrechtes Mikroskop 14 mit einea C-formigen 
Stativ aus Grundplatte X, Vertikalteil 2 und Querhaupt 3. Die 
Grundplatte" 1 und das Querhaupt 3 weisen einander mindastena 
annahernd entsprechende Grundflachengeatalten auf . Vom 
Querhaupt 3 stent ein Mikroskopobjektiv 4 weg. Ausserdem iat am 
Querhaupt 3 ein Einblicktubua 5 vorgeaehan. 

vom Vertikalteil 2 ateht in die dem Grundteil 1 und dem 

Quarhaupt 3 entaprechenda Hichtung und zu dieaen mindestenfl 

annahemd parallel ein Objekttiach € wag, auf dem ein Objekt 7 

angaordnat 1st. Auf dem Querhaupt 3 iat ausserdem eine 

Fotokamara 8 angeordnet.Durch daa Mlkroakopobjektiv 4 iat aine , 

optlache Achae 12 featgelegt. 

Um die Stabilitat des Mikroakopa 14 in verglelch zur Stabilitat 
bekannter gattungagemaaeer Mikroekope erheblich »u verbesaem, j 
let daa Mikroakop 14 mit ainem zweiten Vertikalteil 10 I 
auagebildat. Daa zwelte Vertikalteil 10 eteht wie daa erate 
Vertikalteil 2 von der Grundplatte 1 weg, ao daae dutch die 
beiden vertikalteile 2 und 10 und dae Querhaupt 3 aine Brueke 
fur daa Mlkroakopobjektiv 4 gabildet wird. 

Aua Pig. 2 1st eraichtlich, daaa nieht nur daa erate 

Vertikalteil 2 in der durch das Mlkroskopobjektlv < und den 
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BinbllcktubuB 5 festgelegteh Synnnetrieebene 13 des Hikroakopji 
14 angeordnet 1st, sondern auch das zweite Vertikalteil 10. Die 
Fig . 2 verdeutlicht auch r dase die Grundplatte 1 und das 
Querhaupt 3 zumindeet annahemd dieselbe Grundf lachengestalt 
a uf we is en, 

M&t strichllerten Linton 1st in dieser Figur "der QbjekttisO. S 
angedeutet. Bei dem Mikroskop 14, vie es in Fig. 2 schema *± sen 
angedeutet ist, woist sowohl 4a* Vertikalteil 2 a la auch dad 
verti '*ltgil 10 jewails dine rechteckige Querschnixtsfom auf, 
wobei das Vertikalteil 2 die primare Tragfunktion fur das 
Querhaupt 3 ubernimmt und auB dies em Grunde eine grttseere 
Quexschni'.±7f lftche aufveist ale das zweite Vertikalteil 10, das 
zur Unterstutzung dor Stabilit&t dee Kikxoekops 10 dient und ia 
vergleich zum ersten Vertikalteil 2 eine kleine 
QuerechnittBf lache besitzt, 

Aue Fig* 2 1st auch deutllch ersichtllch, daaa das zweite 
vertikalteil 10 in bzw. mindeBtene nahe der Sywaetrieebene 13 
dee MikxoBkop8 14 angeordnet 1st. 

Fig. 3 verdeutlicht eine Auabildung dea Mikroakop* 14 , die aich 
von der in Fig, 2 angedeuteten Auafllhrungsform inebea* dadurch 
unteracheidet, das a sowohl die Grundplatte 1, als auah das 
Querhaupt 3 nicht nit rechteckiger Gnxndflache, eondern mit 
einer schiefwinkelig parallelografflBtfGraigen Grundf lache 
auagebildet Bind. Enteprechand aind auch das erate Vertikalteil 
2 aowie do 6 zweite Vertikalteil 10 nit einer paaeenden 
b chief winkelig parallelogrammfttrmigen Grundxl&che auagebildet* 

Xit der Bezugaziffer 4 1st auch In dieser Figur dao vom 
Querhaupt 3 naoh unten wegetehende Mikroskop~Objektiv 
bezeichnet, unter welchem aich der mit dtinnen atrichlierten 
Liniea angedeutete Objekttiach 6 befindet. Am Querhaupt 3 int 
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der Elnblicktubus 5 vorgesehen, Durch den Einblicktubus 5 und 
das Mikroskop-Objoktiv 4 wird auch bed dieser Aufibildung die 
SynmietJtieeberie IB festgelegt, wobei eowohl das erato 
vertikalteil 2 eJLs auch das zweita Vartikalteil 10 in d*r Oder 
mindestens aimMhecQd In der Synmotrie&b&ne 13 liegen. 
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Reichert-Juna Optlache Werke AG 

Hernalser Hauptstraflse 219, A-1171 glen /Osterrelch 


Ansprtichet 


Auf rechteo Mikroekop mit einar Grundplatte ( 1 ) , einera von 
d«r Grundplatte (1) wegatehenden Vertikaltail (2) 
einem vow v^rtikalteil (2) oberaoltlg wagatehenden 
Querhaupt (3), daa zur Grwdplatte (1) mlndaatens 
annahernd parallel auegorlchtst und mlt einem olne 
^ptlscho Achae (12) dafinierenden Mikroakop-Objektiv (4) 
versehen iat und vorderaeitig einen BlnblJ.cktubus (5) 
aufweiat, wobei aich daB vertikalteil (2) vom 
Elnblicktubud (5) aua geaehen hinter der durch daa 
Mlkroskop-Objektiv (4) beetUamten optischen Achae (12) 
bofindet, 

dadurch gekennzaichnet, 
dasa zusatzlich zum Vartikalteil (2) auf der 
Einbllckaeite der durch daa Objektiv (4) bastlmmten 
optiffrhen Achse (12) gin welteres veirtikaltsil (10) als 
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Abs tiiUzuncr zwischen der Grundplatfce (1) und dem Queriiaupr. 
(J) in oder nahe dex Symmctrieebene (13^ des Mikroskops 
angeordnet ist, die durch die opt:iache Achse [12) und den 
EinblicktuLue (5) Uefiniej-t ist, und class dieses weitere 
VertiJcalteil (10) mit dem ersten Vertikalteil (2) und dem 
Querhaupt (3) eine BrUcke bildet, 

2. Aufrechtes Mikroakop nach Anepruch 1, 

d a d u r c h g e k e it ii jb e I C 'ft n * t f 

dass mindegteno eines der beiden Vertikalteile (2, 10) 
a la tragendaB Vertikalteil rait relatlv groaeem 
Querschnitt auBgefilhrt \at. 

3. Aufrechtes Mikroakop nach An&pruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass dae zweite vertikalteil (10) einan im vergleich zum 
tragenden Vertikalteil (2) kleinen Querachnitt aufweist 
und ale vertikale Abatiitzung auegebildet iet. 

4. Aufrechtes Mlkroskop nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, 

dadurch gskennzeichnet , 

dass das erste und das zweite Vertikalteil (2, 10) 
raindestens annahernd gleich breit sind. 

5. Aufrechtes Mikroskop nach einem der AnaprQche 1 bia 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

. dass die Grundplatte (1) und das Querhaupt (3) jeweils 
eine mindestens annahernd rechteckige Grundflache 
aufweisen. 

i 
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6 . Auf rechtes Mikroskop nach einem der Anapriiche 1 bis 4 , 
dadurch gekennzeichnet, 
daaa die Grundplatta (1) und das Querhaupt (3) Jewells 
eina mixidaBtans annMhernd s chief winkellg 
parallelngrammftirmiga Gnindflache aufweieen. 
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BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: ; — 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 


